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1. Ovod
Teplotnd rostainost materiflov spSsobuje pri zmendch

ioh teploty termiocké napEtia. Ak si predstavime homogénne
teleso, ktoré je voIme ulofené, pri sahriat{ na konitant-
mi teplotu smen{ svoje rommery i objem. Kedie ni& nebréni
Jeho deformécii, nmevanikmi v fiom ¥iadne nap¥tia. V technio-
kej praxi sa viak stretivame s konitrukinymi prvkemi so
zloZitejiimi okrajovymi podmienkami, Vyskytuji sa problémy
s napiitostou, ktord veniké pri rovnomerncm rosdeleni te-
plotného pola v konétrukinom prviku, ak tento nie je voIne
ulofeny. Daliie pripady si problémy, ak tepelny tok sledo-
venym telssom nie je kon¥tantny. Teplotns gredisat, ktorf
takto venikne, sapr{iifiuje lokélne deformécie s vEnik napi-
t{. Tret{ okruh sahriiuje vietky pripady, pri ktorjch teplo-
ta Zasti teless sa meni. Visledné napEtové pole sa men{ v

Zase.

2., Teplotné naplitia v sustenitickfoh névaroch.

Interakcia dvoch materiflov s rSzmymi koeficientemi
teplotne) rostainosti je prodblémom, s ktorym sa stretivame
napr. pri névaroch susteniticke] vrstvy na zékladny mate-
riél. Typiokym prikladom si ocrammé antikordzne vystelky
v jadrovfch reaXtoroch, ktoré pracuji v relativme nérodnyech
refimoch. Experimentilne sme merali napBtost v bimetalioe
kfeh vzorkdch s takyohto materiflov. Teplotny reiim pred-
stavoval zehriatie’ vzoriek ma konStantni teplotu. Vzorky v
podobe nosnfkov boli uloZfené volne, termické napitia v nich
vznikali vplyvom rozdielnych koeficientov teplotnej roztai-
nost{ oboch materiflov. V tenke] rovinnej doske, pokial sa
JeJ teplota po hribke nemeni, veniké rovimm{ napltost [1].
Pre takéto teleso podrobené konStantnej zmene teploty potom
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Tu & je koeficient dfikove] teplotnej rozfainosti materélu,
T=T;-T, Je zmena teploty, Oj;a £; s6 komponenty tenzora napl~-
tia a deformicie,f je Youngov modul pruinosti, 2 a s =i La-
mého konZtanty a d;je Kroneckerov symbol. Pozneamenajme, Ze
tieto vitahy platia za predpokladu linedrne pruZného materié-
lu & teplotne nezdvislych materidlovych kondtént. V redlnych
podmienkach sa Sasto na roghrani{ materidlov po gvarovani vy-
tvédraji zvySkové napitias, ktoré mbé%u presiahmu? linedrmm
oblas®. Vzorky, ktoré sme experimentdlne sledovali, boli Z{-
hané, preto ziskamié priebehy napiti grejme nie si uvedenymi
faktormi ovplyvnend.

as[Td.

3. Experimentdlne meranie napéti

Pri riefen{ dloh spojenych s termickymi naptiami je
veImi perspektivme vyuZitie metdd holografickej resp. apeckle
interferometrie. Tieto metddy sa vyzmaduii presnostou meranis
mikroskopickyjch premiestneni, bezkontaktnostou merania & ne-
vyzaduji Zpecidlmu dpravu povrehu materidlu(2,3]. Fri experi-
mentoch sme pouZili interferentni techniku, ktori mdZfeme za-
radit medzi metddy speckle interferometrie [4]. Na rozdiel od:
klasickej speckle techniky sa tu viek pouZiva tzv. dvojkand-
lovy spdsob zdpisu informdcie. Spofiva v tom, Ze objekt sa
opticky sleduje pod dvoms uhlami, symetricky od kolmice na
povreh otjektu. laserové svetlo difdzne odrazené od objektu
prechédze dvoms optickymi kenilmi e sistreduje sa v spolod-
nom obrage, pridom vzéjommou interferenciou vytvédra hologram.
Pri formovani takéhoto hologramm sa nepouZiva samostatny re-
fereniny zvizok, preto pri premiestneni objektu v smere pozo-
rovania nevznikd drdhovy (t.j. 1 fdzovy) rozdiel. Pézové posu-
nutie viek nastdve pri pohyboch kolmo na smer pozorovania.
Jeho vysledkom je skutodnost, Ze pri rekonStrukeii takéhoto
dvojexpoziZného hologramu veznikmi interferendné Siary. Cisry
predstevuji izolinie rovnakyfch hodn3t meranej zloZky vektora
premiestnenia v rovine povrchu objektu.

Ra Obr.1 a Obr,2 si uvedené priklady takychto interferen-
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Obr.1 Obr. 2

dnych otrazcov zaznamenanych pri merani feplobnej deformiicie,
Obr.1 ukazuje izotdty zloiiy x, (v smeve ozi x¢) n ObLr.? Jiary
ortogondlned zloZky x;. Teplotny rovdiel je v oloch pripa-
doch 25°C. Nn wvyhodnotenie napiti je potreind miradnicewd
zdvisloati zloZiek premieatneni x,, ¥, derivoval, Airniand zi-
vislosti preto cuvykle aproximmjeme vhodnymi polyndrani
(napr. CebyBevovymi), ktoré znmrulia presmost vypoditanych
nodnét derivdeii. Krivky zdviszlonii, kiordé sme nomerali, boli
viak biizke priemkanm, preto postadovelo grafickdé wyhoednote-
nie derivdcii. Vyhodnoten; prietenh napiiti v meranom bimeinle
je nakresleny na Obr.2. @in obrdzku mi tief uvedend celkovd
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rozmery vazorky. Hodnoty napit uvedendé pre zabhrievanie

vzorky a teplotny rozdiel 166°¢C. Rozdiel tepldét sa meral or-
tutovyim teplomerom zasunutym v oitvore vo vzerke s nnlintym
silikdnovym olejom. Merali sa rduzne teploiné intervaly, ma-
¥imilna teplota vzorky viak nenresiahla 150°C. Hodnoty modu-
lov pru¥nosti oboch muteridlov (£,=F,= 2,1.105Lfl‘u) ako o}
koeficientov teplotnej roztainosii vistelky (o= 1,8.107°
deg'1) a zdkladného materidlu (o, = 1,2.10‘5deg"7) sie zobra-
11 s tabuliek. Zistili sme v3ak, #e pri vyhodnoteni merani
na vysledné hodnoty napiiti znadne vplyvejil najmi nepresne
zadané koeficienty teplotne] roztnZnosti. 2 tohoto ddvedu

na presnejSie poznanie stavu napiitia pri pododbnych meraniach

bude potrebné tieto koeficienty experimentdlne merat.
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Na zéklade uskutodnenych experimentov s meranim pola

premiestneni{ na teplotne namfhanych vzorkdéch méZeme kon¥‘a-
tovat nasledujice skutodnosti:

napriek voInému uloZeniu bimetalickych konZtrukényeh prv-
Xov pri teplotdch niekoXko sto °C dosahuji naptia vyso-
kych hodnét

' podIa nameranych priebehov interferendnych Eiar sa zd4,

%e silné prehriatie obdoch materidlov pri gvarovan{ {(sus-
tenitickd a uhlikové ocel) nezmenilo priliZ ich materidlo-
vé konstanty v oblasti roghrania

xvantitativne hodnoty napit{ ns rozhran{ znelne zdvisies
od presnych hodnSt materidlovych konStént, pri detail-
nom rozbore napltosti na rozhranf materidlov Je nutné
tietc parametre presne merat

2 hTadiska pouiitej meracej metody mbZeme usudzovat, Ze
rozpracovani speckle interferenini metdda s dvojkandlo-
vy spdsobom zépisu je dostatodne preend na snimanie ro-
vimnych zloZiek premiestnenf{ a spolshlivostou a presnos-
tou vysledkov podstatne predEi klasicky spésod, ktory Je
mélo citlivy & velmi zévisly na techniockej kvalite zobre=
zujicich objektivov
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